
汽车零部件老化检测，薄膜寿命检测

产品名称 汽车零部件老化检测，薄膜寿命检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

汽车零部件老化检测，薄膜寿命检测

键合强度试验该试验目的是检验微电路封装内部的内引线与芯片和内引线与封装体内外引线端键合强度
．分为破坏性键合强度试验和非破坏性键合强度试验．键合强度差的微电路会出现内引线开路失效。试
验要求在键合线中部对键合线施加垂直微电路；芯片方向指向芯片反方向的力，施力要从零开始缓慢增
加，避免冲击力。若设定一个力，当施力增加到该力时停止馅力，且此力应不大于小键合力规定值的80
％，则试验称为非破坏性键合强度试验。若试验时施力增加到键合断裂时停止，称破坏性健合强度试验
。健合强度试验目的是对微电路键合性能作批次性评价，所以要有足够多的试验样品．非破坏性键合强
度试验有时作为筛选试验项目。

芯片附着强度试验该试验目的是考核芯片与管壳或基片结合的机械强度。芯片附着强度试验有两个，即
芯片与基片／底座附着强度试验和剪切力试验．前者是考核芯片承受垂直芯片脱寓基片／底座方向受力
的能力。后者是考核芯片承受平行芯片与基片／底座结合面方向受力的能力。试验要求严格控制施加力
的方向，且避免冲击力。该试验的判据力与芯片面积成正比，且与脱落后界面附着痕迹面积与芯片面积
的比值有关．附着痕迹面积小，意味着结合性能差，判据力要加严。

粒子碰撞噪声检测试验粒子碰撞噪声检测试验(PIND：Particle Impact Noise Detection)的目的是检验微电路
空腔封装腔体内是否存在可动多余物。可动导电多余物町能导致微电路内部短路失效。试验原理是对微
电路施加适当的机械冲击应力使沾附微电路腔体内的多余物成为可动多余物。再同时施加振动应力，使
可动多余物产生振动，振动的多余物与腔体壁撞击产生噪声。通过换能器检测噪声。试验要求将微电路
大的扁平面借助于粘附剂安装在换能器上，先施以峰值加速度为(9 800+-1 960)m／s2延续时间不大于100
μs冲击脉冲。然后再施以频串为40Hz一250Hz，峰值加速度为196m／s2振动，随后再使冲击应力与振动
应力同时施加和单独施加振动应力，交替进行一定次数，若检测出噪声，则表示微电路腔体内有可动多
余物。有的微电路内引线较长。长引线的颤动也可能检测出噪声，改变振动频率，噪声有变化时其噪声
往往是由长引线的颤动产生的。所用粘附剂应对其传送的机械能量有较小的衰减系数．冲击脉冲的峰值
加速度、延续时间和次数应严格控制，否则试验可能是破坏性的。

静电放电敏感度试验静电放电敏感度试验可以给出微电路承受静电放电的能力。它是破坏性试验。试验
方法是模拟人体、设备或器件放电的电流波形，按规定的组合及顺序对微电路的各引出端放电。寻找出



傲电路产生损伤的阀值静电放电电压。以微电路敏感电参数的变化量超过规定值的小静电放电电压，作
为微电路抗静电放电的能力的表征值。
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